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m Spektroskopicka reflektometrie v bilém sveétle

Bezkontaktni nedestruktivni optickd metoda zalozena na
principu vyhodnocovani spektra odrazeného svétla od
studovaného vzorku.

= Moznost méreni tloustky a optickych vlastnosti (index
lomu, index absorpce).

= M&Feni tenkych vrstev o tloustkach od nanometry az
po mikrometry.

= Méreni lokalnich nebo plosnych vlastnosti.

= Méreni neabsorbujicich vrstev (dielektrika) nebo slabé
absorbujicich.
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m Spektroskopicka reflektometrie v bilém sveétle
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m Spektroskopicka reflektometrie v bilem svétle

m Aplikace v EHD mazani
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m Spektroskopicka reflektometrie v bilem svétle

m Pozadavky spojené s méerenim

= Nutnost dodrzet kolmy dopad.
= Stabilni osvétleni bez Casovych fluktuaci.
= Opticky neménna sestava.

= Nutnost méreni referencniho vzorku (monokrystal
kfremiku).
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m Spektroskopicka reflektometrie v bilem svétle

m \/yhody prezentované metody

= Velky méfici rozsah (jednotky nanometru az mikrometru).
= RozliSitelnost v jednotkach nanometrda.

* Nejedna se o komparacni metodu.
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m Spektroskopicka reflektometrie v bilém sveétle

m Dosavadni vyzkum a vysledky

Ovéreni méfici metody v laboratornich podminkach na dostupném
zarizeni na péti deponovanych vzorcich.
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m Spektroskopicka reflektometrie v bilem svétle

m Reflexe pro soustavu TiO2:BK7
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m Spektroskopicka reflektometrie v bilem svétle

m Reflexe pro soustavu SiO2:TiO2:BK7
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m Spektroskopicka reflektometrie v bilém sveétle

m Vliv zmény tloustky na odrazivost

Zména tloustky i nékolik malo nanometru jiz
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m Spektroskopicka reflektometrie v bilém sveétle

m A co dal

 Naméreni a vyhodnoceni suchého statického kontaktu —
BK7:TiO2:Si02:kov na vzorcich

e Zméreni realného suchého statického kontaktu

o Zmeéreni readlného kontaktu s mazivem — porovnani s dosud
pouzivanymi metodami
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m Spektroskopicka reflektometrie v bilem svétle

Dékuji za pozornost
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